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MESURE DES SEMI-CONDUCTEURS

INTRODUCTION AUX SOLUTIONS D'INSTRUMENTS DE MESURE DE PRECISION
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Mitutoyo

Solutions de mesure pour les processus de fabrication de semi-conducteurs

MITUTOYO propose des solutions de mesure pour une tres large gamme d'applications
dans la fabrication des semi-conducteurs, qui s'accroit rapidement grace a la transition

vers la production de véhicule électrique, au passage a la 5g, etc.

Secteurs utilisant des semi-conducteurs

Automobile (Fonction intelligente)

Smartphones (Fonction intelligente)

Serveurs (Data Centers)

| Appareils numériques
(Appareils photo et caméscopes numériques, téléviseurs, machines a laver, etc.)
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Solutions de mesure pour les processus amont de fabrication de semi-conducteurs

Barres Equipement de Résistances en céramique et anneaux en silicone Shower Heads
Mesures : Iithographie Mesures : Mesures :
Diametre extérieur Planéité, analyse de coupes verticales et rugosité de surface Diametre, concentricité
== et position réelle
e — @ des trous
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précision 1 3
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Micrométre a
balayage laser
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Machines de mesure tridimensionnelle et par
analyse d'image, appareil de mesure de profil et
des états de surface, capteurs CPS et WLI

Machines de mesure CNC par
analyse d'image en continu

Processus
amont
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. De la formation de modeéles Aplanissement
Fabrication de Wafer \ : 21 P o .
a la formation d'éléments CMP (Polissage mécanique chimique)
Masque photographique

Lame diamant
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Barre ZD Wafer Sensibilisateur Répetition .
Transistor Disque de
Wafer polissage
Wafer
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Equipements de CMP
MARQUAGE A/N (Normes SEMI) Wafers Tampon de polissage
Mesures : Mesures : Mesures :
Largeur, position, diamétre et profondeur du point Epaisseur et rugosité Rugosité de la surface Largeur, profondeur, pas et rugosité de surface
de la surface arriére arriere des rainures
i
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Instrument de Instrument de
Machines de mesure par analyse d'image, mesure a faible mesure d'état
Capteur WLI du systéme de mesure par force de mesure de surface Machine de mesure par analyse image,

analyse d'image 3D sans contact et haute précision instrument de mesure des états de surface




Mitutoyo

Equipement de gravure

Plateaux électrostatiques et anneaux en silicone Cartes sondes et prises de test de Cl .
Mesures : ]
Planéité, . -
coupes verticales
et rugosité de surface |y
Mesure de la hauteur Mesure du trou
de la broche o
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Machines de mesure tridimensionnelle et par analyse
d'image, appareil de mesure de profil et des états de Instruments de mesure optique Microscopes de mesure
surface, capteurs CPS et WLI
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Montage des fils Inspection des Wafer

Film d'oxyde Film métallique Vers le

processus aval

Wafer Transistor
g J . J
Trous des buses de Shower Heads Wafer Probes et Probe Needles
Diamétre intérieur, circularité et position réelle
des trous
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Machines de mesure CNC par analyse Systeme vidéo pour microscope, microscopes
d'image en continu de mesure, projecteurs de profil
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Solutions de mesure pour les processus aval de fabrication de semi-conducteurs

Mesures : Epaisseur Grilles de connexion Chassis individuels
Observationde — gag nyces Mesures : Mesures :
coupes yer_tmales Largeur, pas, hauteur, force de torsion, Variation de la largeur, du pas et Largeur, pas et espacement
et de |'épaisseur etc. . de la hauteur des conducteurs
des puces o
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Micrometre a
balayage laser
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i Capteur e Machin(les dedn)esure
. linéaire par analyse d'image,
Microscope i
de mesure de haute Microscope de mesure
précision Machine de mesure par analyse
d'image, Microscope de mesure
Processus
aval
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Découpe
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De la fixation des puces
a la fixation des fils

Grille de connexion

Fil de connexion

N

Encapsulage et
séparation

| Encapsulage et séparation |

Du marquage
au montage des

conducteurs
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Machines de mesure

par analyse d'image,
Microscope de mesure

Max hauteur
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Machines de mesure par analyse d'image,
Microscope de mesure
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Ebavurage aprés découpe Fil de la puce Grille de connexion
Mesure : Mesure : Mesures :
Hauteur Hauteur de boucle Hauteur du point de soudure, diamétre,

pas et coplanarité du circuit imprimé

Machines de mesure par analyse d'image
a capteur laser, Microscope de mesure







Machines de mesure Machines de mesure par

widimensionnelle analyse d'image Mesure de forme Appareils de mesure optique
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Instruments de mesure a main

Testeurs de dureté Régles de visualisation Bt o (e
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D'autres informations sur les produits ainsi
que notre catalogue sont disponibles sur

www.mitutoyo.fr

Remarque : document non contractuel. MITUTOYO et MiCAT sont des marques déposées ou des marques commerciales de
Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits, sociétés et marques cités dans ce document
ne le sont qu'a des fins d'identification et peuvent étre des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Quel que soit votre besoin, Mitutoyo vous accompagne
du début a la fin.

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des équipements de
mesure de qualité supérieure, mais vous accompagne tout au
long de leur cycle de vie a travers une assistance compétente
basée sur des services complets pour permettre a votre
personnel de tirer le meilleur profit de votre investissement.

Outre les services d'étalonnage et de réparation habituels,
Mitutoyo propose des formations en métrologie et sur les
produits, ainsi qu'une aide a la prise en main des logiciels
de pointe sur lesquels s'appuie la technologie de mesure
moderne. Nous pouvons également concevoir, construire,
tester et livrer des solutions de mesure personnalisées, voire
méme, si cela s'avere rentable, nous charger en interne des
problémes que vous rencontrez en matiére de mesure dans le
cadre d'un accord de sous-traitance.
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